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BESCHREIBUNG

KONTAKT

AUFGABEN

WEITERE INFORMATIONEN

▪ Identifikation von Komponenten in 
Produktionsmaschinen, für die sich ein 
bildbasiertes Monitoring eignet

▪ Identifikation der zugrundeliegenden 
Schadensmechanismen

▪ Zuordnung: Schadensmechanismen und 
Domänen, in denen diese auftreten

▪ Ausarbeitung zu einem Leitfaden für 
fachfremde Nutzer (ML-Experten)

Imanuel Heider

Geb. 70.16, Raum 003

Tel.: +49 172 141 1977

E-Mail: Imanuel.Heider@kit.edu

▪ Einstiegszeitpunkt: flexibel / ab sofort

▪ Anforderungen:

▪ Fachrichtungen:
Alle technischen Studiengänge

▪ Eigenständige und zuverlässige Arbeitsweise

▪ Interesse an fachübergreifenden Themen 

Machine Learning und klassischer 

Maschinenbau

Bildquellen: wbk; E. Shipley, Gear Failures (1967)

Defekterkennung basierend auf Deep Learning 

ist extrem kostspielig, wenn Trainingsdaten, die 

Defekte abbilden, im Rahmen von 

Verschleißversuchen erstellt werden müssen. 

Daher ist es essentiell, bestehende Datensätze 

bestmöglich auszunutzen. Ein Beispiel ist das 

Training eines CNN-Klassifikators zur 

Erkennung von Materialausbrüchen auf 

Gewindespindeln auf Basis von Bilddaten, die 

Schuppen auf Bandstahl zeigen. Diese Art von 

Transfer Learning gelingt in Fällen, in denen 

Defekte zwischen der Quell- und Zieldomäne 

hinreichende Ähnlichkeit aufweisen. Um dies 

einschätzen zu können wird Domänenwissen 

benötigt. Ingenieure können einschätzen, ob z.B. 

Defekte an Zahnradflanken und an 

Gewindespindeln Gemeinsamkeiten aufweisen. 

ML-Experten besitzen solches Domänenwissen 

nicht. Es wird daher ein Leitfaden benötigt, der 

dieses Wissen festhält und ML-Entwickler bei 

der Auswahl von Quell- und Zieldomänen 

unterstützt. 

https://www.wbk.kit.edu/downloads/DSE_SA_B.pdf

